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(57) Abstract: The invention relates to, inter 
alia, a test circuit arrangement (10) comprising 
integrated test structures (Tl to T5), an integrated 
heating element, an integrated feed unit (40), and 
an integrated detection unit (42). Said circuit 
arrangement (10) is used to test a plurality of test 
structures (Tl to T5) in a simple manner. 

(57) Zusammenfassung: Erlautert wird unter ande- 
rem eine Testschaltungsanordnung (10), die sowohl 
integrierte Teststrukturen (Tl bis T5) als auch ein in- 
tegriertes Heizelement, eine integrierte Speiseeinheit 
(40) und eine integrierte Erfassungseinheit (42) ent- 
halt. Mit Hilfe dieser Schaltungsanordnung (10) las- 
sen sich Tests einer Vielzahl von Teststrukturen (Tl 
bis T5) auf einfache Art und Weise ausfuhren. 
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Beschreibung 

Integrierte Testschaltungsanordnung und Testverf ahren 

5 Die Erfindung betrifft eine integrierte Testschaltungsanord- 
nung, die eine Vielzahl von Teststrukturen enthalt. 

Teststrukturen, die bspw. ZuverlSssigkeitstests unterzogen 
werden, sind bzw. enthalt u.a. Dielektrika, Metallisierungen 

10 oder elektronische Bauelemente, insbesondere integrierte 

Bauelemente. Urn den Test zu beschleunigen, lassen sich zum 
Einen bspw. hohere Temperaturen, hdhere Strome und/oder h5he- 
re Spannungen beim Testen verwenden als beim Normalbetrieb 
der zu testenden Anordnung. Zum Anderen lassen sich bspw. 

15 hinnehmbar kurze Testdauern dadurch erreichen, dass die zu 
testenden Strukturen nicht bis zum Ausfall getestet werden, 
sondern nur bis zum Erreichen eines bestimmten Grenzwertes. 




Es ist Aufgabe der Erfindung, zum Testen elektronischer Test- 
2 0 strukturen eine einfach aufgebaute Schaltungsanordnung an- 

zugeben, die insbesondere ein Testen in einem n\6glichst ein- 
fachen Umfeld und mit moglichst wenigen Eingriffen von Be- 
dienpersonal ermoglicht. Aufterdem soli ein Testverf ahren 
angegeben werden. 

25 

Die auf die Schaltungsanordnung bezogene Aufgabe wird durch 
eine Schaltungsanordnung mit den im Patentanspruch 1 angege- 
benen Merkmalen gel6st. Weiterbildungen sind in den Unteran- 
spruchen angegeben. 

30 

Die Erfindung geht von der Oberlegung aus, dass es mOglich 
ist, viele der fur einen Zuverlassigkeitstest benotigten 
Gerate in der Testschaltungsanordnung zu integrieren, so dass 
diese Gerate nicht separat beschafft, gewartet und bedient 
35 werden mussen. 
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Deshalb enthalt die erf indungsgemafie Testschaltungsanordnung 
neben den Teststrukturen mindestens ein Heizelement und/oder 
mindestens eine Erf assungseinheit und/oder mindestens eine 
Versorgungseinheit . Das Heizelement dient zum Erhitzen der 
5 Teststrukturen auf eine fur den Zuverl&ssigkeitstest erfor- 
derliche Temperatur, die meist erheblich uber der Raumtempe- 
ratur des Raumes liegt, in dem der Test durchgefuhrt wird. 
Die Erf assungseinheit erfasst fur jede Teststruktur eine 
physikalische Grofte, die sich auf Grund der Erwarmung und 
10 ggf . auf Grund zusatzlicher Mafcnahmen an der Teststruktur 

einstellt, beispielsweise deren Widerstand oder deren Leck- 
strom. 

Durch den Einsatz der Testschaltungsanordnung mit integrier- 
15 ten Heizelement lassen sich die Zuverlassigkeitstests ohne 

die Verwendung eines Temperaturschrankes durchftthren. In den 
Temperaturschrank mussten die Bauteile mit den Teststrukturen 
auf Platinen befestigt werden und jeweils von einer eigenen 
Strom- bzw. Spannungsquelle belastet werden. Solche Tempera - 
2 0 turschranke waren nur in kleinen Stiickzahlen erf orderlich, so 
dass deren Herstellung sehr teuer ware. Bei Testtemperaturen 
von beispielsweise grdBer zweihundert Grad Celsius oder sogar 
grofier als dreihundert Grad Celsius mussten besondere Anfor- 
derungen an einen stabilen Kontakt zwischen dem Bauteil, der 
2 5 Platine bzw. zwischen der Platine und den Anschlttssen erfullt 
werden. Dies wUrde zu sehr teuren Platinen fiihren, die bei 
den genannten Testtemperaturen auch nur eine sehr begrenzte 
Lebensdauer h&tten, beispielsweise nur von tausend Teststun- 
den. 

30 

Bei einer Weiterbildung der erf indungsgemaften Schaltungsan- 
ordnung haben Teststrukturen einer Gruppe den gleichen Auf- 
bau. Der gleiche Aufbau ist die Grundlage far ein zuverlSssi- 
ges Vergleichsergebnis . Beispielsweise bestehen alle Test- 
35 strukturen einer Gruppe aus : 

Leitbahnen, die vorzugsweise ein Metall enthalt en oder 
aus einem Metall bestehen, und/oder die jeweils uber min- 
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destens ein die Zuverl^ssigkeit besonders beeinf lussendes 
Via bzw. Kontaktloch in eine andere Metallisierungslage 
bzw. Metallisierungsebene gefuhrt werden, 
aus dielektrischen Schichten, an die eine Testspannung 
angelegt wird, oder 

aus elektronischen Bauelementen, z.B. aktiven elektroni- 
schen Bauelementen wie Transistoren oder passiven elekt- 
ronischen Bauelementen wie Kondensatoren, Widerstande o- 
der Spulen. 

Bei einer anderen Weiterbildung werden Teststrukturen ver- 
schiedener Gruppen in die Test-Schaltungsanordnung integ- 
riert, beispielsweise eine Gruppe mit Via-Leitbahnen, eine 
Gruppe mit Dielektrika und eine Gruppe mit aktiven elektroni- 
schen Bauelementen. Fur die Tests derartig verschiedener 
Gruppen waren separate Temperaturschranke erf orderlich, da 
unterschiedliche Testanf orderungen bestehen. 

Bei einer nachsten Weiterbildung mit einer Test- 
Schaltungsanordnung, die verschiedene Gruppen von Teststruk- 
turen enthalt, sind die Teststrukturen verschiedener Gruppen 
r&umlich integriert, d.h. in verschiedenen Ebenen parallel zu 
der Ebene eines Tragersubstrates fur die Teststrukturen. 
Durch diese Maftnahmen lassen sich auch bei einer sehr kleinen 
Fiache der integrierten Schaltungsanordnung eine Vielzahl von 
Teststrukturen anordnen und testen. Beispielsweise kdnnten 
sogenannte Vial-Strukturen unter sogenannten MIM- 
Kondensatorstrukturen (Metal Insulator Metal) angeordnet 
werden . 

Bei einer nachsten Weiterbildung enthait eine Gruppe von 
Teststrukturen mehr als ftinfzig, mehr als einhundert oder 
sogar mehr als tausend Teststrukturen. Mit grSfier werdender 
Anzahl von Teststrukturen erhoht sich die statistische Aussa- 
gekraft der Testergebnisae erheblich. Sehr viele Teststruktu- 
ren lassen sich in die Testschaltungsanordnung ohne groften 
prozesstechnischen Mehraufwand integrieren. Fur den Test 
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di eser Strukturen isfc ebenfalls kein oder jed.enfa.lXs nur ein 
vergleichsweise geringer Mehraufwand erf orderlich. 

Bei einer nachsten Weiterbildung der erf indungsgemaften Schal- 
5 tungsanordnung ist das Heizelement ein Widerstandsheizele- 

ment, das vorzugsweise polykristallines Silizium enthalt oder 
aus polykristallinem Silizium besteht. Um die Leitf ahigkeit 
des polykristallinen Siliziums einzustellen, wird es dotiert . 
Jedoch werden bei anderen Weiterbildungen auch Heizelemente 
10 eingesetzt, die ein Metall enthalten oder aus einem Metall 

bestehen. Wird das Heizelement mit Wechselstrom gespeist, so 
konnen Degradationsprozesse, z.B. Elektromigration, insbeson- 
dere in Heizelementen aus Metall, unterbunden bzw. erheblich 
reduziert werden. 

15 

Bei einer Weiterbildung ist auch eine Versorgungseinheit in 
die Testschaltungsanordnung integriert . Die Versorgungsein- 
heit enthalt beispielsweise eine Vielzahl von Spannungsquel- 
len oder von Stromquellen. Durch die Versorgungseinheit wer- 

20 den die Teststrukturen bei einer Ausgestaltung unabhangig von 
einander mit einem Strom oder einer Spannung gespeist. Eine 
unabhangige Speisung ermoglicht es, den Test einer Teststruk- 
turtrotz Fortsetzung eines Tests an anderen gleich aufgebau- 
ten Teststrukturen der Schaltungsanordnung abzubrechen, bevor 

25 die Teststruktur ausfallt. Aufterdem ist das Material nach dem 
Testabschluss far Materialuntersuchungen in einem Zustand 
verfiigbar, zu dem ein Ausf allkriterium gerade erfiillt war. 

Bei einer nachsten Weiterbildung hat das Heizelement einen 
30 geraden Verlauf oder einen mManderf ormigen Verlauf . Auch 

Heizelemente mit einem Dreieckf unktionsverlauf , d.h. einem 
zick-zack-formigen Verlauf, oder mit einem Rechteckf unktions- 
verlauf werden eingesetzt. 

35 Bei einer anderen Weiterbildung enthalt die Speiseeinheit 

mehrere Stromquellen oder mehrere Spannung s que 11 en. Insbeson- 
dere Stromquellen, die mehrere Stromspiegel enthalten, lassen 
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sich besonders einfach integrieren. Aufgrund der Wahl der 
Flachen der in einem Stromspiegel enthaltenen Transistoren 
lassen sich auf besonders einfache Weise Str5me erzeugen, die 
ein Vielfaches oder einen Bruchteil eines Ref erenzstromes 
5 sind, beispielsweise ein ganzzahliges Vielfaches oder ein 
Bruchteil aus ganzzahligen Werten. 



Bei einer nachsten Weiterbildung ist die Erf assungseinheit 
mit jeder Teststruktur verbunden oder kann mit jeder Test- 

10 struktur verbunden werden. Die Erf assungseinheit enthalt 

mindestens eine Zahlereinheit , die gem&ft einem vorgegebenen 
Takt getaktet wird. Eine so aufgebaute Erf assungseinheit kann 
physikalische Eigenschaf ten an einzelnen Teststrukturen er- 
fassen und den Erf assungszeitpunkt mit Hilfe der Zahlerein- 

15 heit bestimmen. Beispielsweise konnte die Zahlereinheit eine 
elektronische Uhr sein. 

Bei einer anderen Weiterbildung enthSlt die Erf assungseinheit 
mindestens eine Multiplexeinheit, deren EingSnge mit jeweils 

2 0 einer Teststruktur elektrisch verbunden sind. Das Verwenden 

einer Multiplexeinheit ermSglicht es, Baugruppen der Erf as- 
sungseinheit nacheinander fur mehrere Teststrukturen zu nut- 
zen. So ist bei einer nachsten Weiterbildung der Ausgang der 
Multiplexeinheit mit dem Eingang einer Vergleichseinheit 
25 verbunden, deren Eingang mit einer Ref erenzstruktur elekt- 
risch verbunden ist. Die Ref erenzstruktur hat beispielsweise 
einen anderen Aufbau und/oder andere Abmessungen als die 
Teststruktur. Durch diese Weiterbildung wird erreicht, dass 
sich mit einer Vergleichseinheit eine Vielzahl von Teststruk- 

3 0 turen testen lassen. Das Fehler- bzw. Ausf allkriterium einer 

Teststruktur wird durch die Ref erenzstruktur vorgegeben. 



Bei einer nachsten Weiterbildung enthalt die Schaltungsanord- 
nung eine eingangsseitig mit den Ausgangen der Erf assungsein- 
35 heit verbundene Steuereinheit . Die Steuereinheit gibt bei- 
spielsweise Erf assungsergebnisse aus und/oder steuert abhan- 
gig von den Erf assungsergebnissen die Speiseeinheit an. Wird 
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beispielsweise das Ausf allkriterium durch eine Teststruktur 
erzeugt, so wird die Stromquelle bzw. die Spannungsquelle ftir 
diese Teststruktur abgeschaltet . Durch diese Mafinahme wird 
gewahrleistet, dass die Teststruktur spater mit Hilfe von . 
Mater ialuntersuchungsverf ahren untersucht werden kann, wobei 
der Zustand beim ErfUllen des Ausf allkriteriums erhalten 
bleibt . 

Bei einer anderen Weiterbildung gibt die Steuereinheit aufier- 
dem ein Datum zum Feststellen der Erf assungszeit und ein 
Datum zum Kennzeichnen einer bestimmten Teststruktur abhangig 
von einem Erf assungsergebnis fttr diese Teststruktur aus . Bei 
fest vorgegebener Reihenfolge der Daten sind Kennzeichen ftir 
die Teststrukturen nicht unbedingt erf orderlich, weil die 
Position eines Testdatums in der Reihenfolge die zu diesem 
Testdatum gehdrende Teststruktur angibt. Durch den Einsatz 
der Steuereinheit wird also erreicht, dass die Schaltungsan- 
ordnung einen Satz von Ergebnissen ftir alle untersuchten 
Teststrukturen in digitaler Form ausgeben kann. Dadurch las- 
sen sich die Tests auf wandsarm, kostengunstig und ftir hohe 
Sttickzahlen durchftihren. Die fur die Steuereinheit und fur 
die Erf assungseinheit erf orderliche Flache der integrierten 
Schaltungsanordnung wird durch die Einsparung einer Vielzahl 
von Anschlussf lachen mehr als kompensiert. 

Bei einer anderen Weiterbildung enthalt die Schaltungsanord- 
nung ein Substrat, beispielsweise aus einem Halbleiter, ins- 
besondere aus Silizium. Die Teststrukturen, das Heizelement, 
die Erf assungseinheit und gegebenenf alls auch die Versor- 
gungseinheit und/oder die Steuereinheit sind im Substrat bzw. 
mechanisch fest zum Substrat angeordnet. Mit anderen Worten 
gesprochen, lassen sich die einzelnen Teile der Schaltungsan- 
ordnung nicht ohne deren Zerstarung vom Substrat losen, ins- 
besondere nicht mit mechanischen Werkzeugen oder manuell, wie 
es bei Temperaturschranken der Fall ware. 
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Bei einer nSchsten Weiterbildung ist die Testschaltungsanord- 
nung in einem Plastikgehause oder in einem Keramikgehause 
angeordnet. Auf Grund der Integration des Heizelementes las- 
sen sich selbst bei Temperaturen oberhalb von zweihundert 
5 Grad Celsius noch Plastikgehause einsetzen. 

Die Erfindung betrifft aufterdem ein Testverf ahren zum Testen 
von Teststrukturen, bei dem ohne Beschrankung durch die ange- 
gebenen Reihenfolge die folgenden Schritte ausgefiihrt werden: 
10 - Integrieren von Teststrukturen in eine integrierte Schal- 
tungsanordnung, 

Integrieren mindestens einer Erf assungseinheit und/oder 
einer Versorgungseinheit in die integrierte Schaltungsan- 
ordnung , 

15 - Verbinden der Teststrukturen mit der Versorgungseinheit, 
Erfassen jeweils mindestens einer physikalischen Eigen- 
schaft der Teststrukturen mit der Erf assungseinheit . 

Durch die Verwendung eines integrierten Heizelementes lassen 
2 0 sich bei einer Weiterbildung bzw. bei einem anderen Aspekt 
beispielsweise Zuverlassigkeitstests ohne Verwendung einer 
aufwendigen Testapparatur ausftihren, beispielsweise ohne 
Verwendung eines Temperaturschranks . 

25 Bei einer anderen Weiterbildung wird das Heizelement auf 

Temperaturen grolier als zweihundert Grad Celsius oder grofter 
als dreihundert Grad Celsius erhitzt. Trotz dieser hohen 
Temperaturen ist nur eine geringe Heizleistung erf orderlich, 
weil nur das von der Schaltungsanordnung eingenommene Volumen 

30 oder sogar nur ein Teil dieses Volumens erhitzt werden muss, 
nicht jedoch das vergleichsweise grofte Volumen eines Heiz- 
schranks . 

Bei einer anderen Weiterbildung gibt eine in die integrierte 
35 Schaltungsanordnung integrierte Ausgabeelektronik fur alle 
Teststrukturen einen Satz von Ergebnisdaten aus . Durch die 
Ausgabe eines Satzes von Ergebnisdaten mit einer vorgegebenen 
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Datenstruktur entsteht eine Schnittstelle, die einen Betrieb 
der Test-Schaltungsanordnung unabhangig von Einheiten zur 
vollstandigen Auswertung der Ergebnisdaten zulasst. 

Im Folgenden werden Ausf uhrungsbeispiele der Erfindung an 
Hand der beiliegenden Zeichnungen erlautert. Darin zeigen: 

Figur 1 die Aufteilung der Flache einer integrierten Test- 
schaltungsanordnung auf verschiedene Funkt ions ein- 
heiten, und 

Figur 2 eine Prinzipdarstellung der Verschaltung von Funk- 
tionseinheiten fur den Test einer Gruppe von Test- 
strukturen. 

Figur 1 zeigt eine integrierte Testschaltungsanordnung 10, 
die beispielsweise auf einem quadratischen Siliziumchip mit 
Kantenlangen L kleiner als zehn Millimeter angeordnet ist. 
Entlang einer Kante 12 ist ein Anschlussbereich 14 angeord- 
net, der mehrere voneinander elektrisch isolierte Anschlusse 
16 bis 26 enthalt. Die Funktion der Anschlusse 16 bis 26 wird 
unten an Hand der Figur 2 naher erlautert. 

Entlang einer an die Kante 12 angrenzenden Kante 3 0 der 
Schaltungsanordnung 10 erstrecken sich drei Teststrukturen- 
gruppen Tl bis T3 . Entlang einer der Kante 30 gegenuberlie- 
genden Kante 32 liegen zwei weitere Teststrukturgruppen T4 
und T5. Die Teststrukturgruppen Tl bis T5 belegen im Ausfiih- 
rungsbeispiel etwa gleiche Flachen. Die Teststrukturengruppe 
Tl enthalt beispielsweise metallische Via-Leitbahnen. Die 
Teststrukturengruppe T2 enthalt beispielsweise Dielektrika. 

Zwischen der Teststrukturengruppe T4 und dem Anschlussbereich 
14 liegen noch eine Auswerteschaltung 34 und eine Zeitge- 
bereinheit 36, deren Funkt ionen unten an Hand der Figur 2 
naher erlautert wird. Aufterdem gibt es in der integrierten 
Schaltungsanordnung 10 in einem zentralen Bereich zwischen 
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den Teststrukturengruppen Tl bis T3 auf der einen Seite und 
den Teststrukturengruppen T4 und T5 auf der anderen Seite 
noch eine Vielzahl von Stromquellen und Spannungsquellen 4 0 
und mehrere Komparatoren 42 . Die Spannungsquellen werden 
5 bspw. far den Test der Dielektrikas benotigt. Bei einem ande- 
ren Ausf iihrungsbeispiel werden nur Stromquellen 40 oder nur 
Spannungsquellen 40 genutzt. 

Bei dem erlauterten Ausfuhrungsbeispiel befinden sich keine 
10 weiteren Baugruppen in der Schaltungsanordnung 10, insbeson- 
dere keine Anwenderschaltungen neben der Testschaltung. 

Bei einem anderen Ausf iihrungsbeispiel enthalt die Schaltungs- 
anordnung 10 dagegen Bauelemente einer Anwenderschaltung, 

15 siehe gestrichelte Linie 50. Die Anwenderschaltung ist bei- 

spielsweise eine Speichereinheit mit mehreren millionen Spei- 
cherzellen oder ein Prozessor. Bei diesem Ausfuhrungsbeispiel 
werden die Zuverl&ssigkeitstests an Strukturen durchgef uhrt , 
die mit denselben Prozessen hergestellt worden sind, wie 

20 gleiche Strukturen in der Anwenderschaltung. Mit einer sol- 

chen integrierten Schaltung lasst sich die laufende Produkti- 
on stichprobenhaft oder vollstandig auf sehr zuverlassige 
Weise iiberwachen. 

25 Figur 2 zeigt eine Prinzipdarstellung der Verkniipfung von 

Funktionseinheiten der integrierten Schaltungsanordnung 10. 
Zu diesen Funktionseinheiten gehoren eine Vielzahl von Strom- 
quellen 60 bis 68, die einen Teil der Strom- /Spannungsquellen 
4 0 bilden. 

30 

Ein Heizelement 70 liegt unterhalb von Testleitbahnen 8 0 bis 
86 mit gleichem Aufbau und unterhalb einer Ref erenzleitbahn 
88, die den gleichen Aufbau wie die Testleitbahnen 80 bis 86 
hat, die jedoch urn zwanzig Prozent linger als die Leitbahnen 
35 80 bis 86 ist. Die Testleitbahnen 80 bis 86 bilden die Test- 
strukturen der Teststrukturgruppe Tl . Zwischen den Stromquel- 
len 60 bis 68 auf der einen Seite und den Testleitbahnen 80 
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bis 86 sowie der Ref erenzleitbahn 88 auf der anderen Seite 
gibt es jeweils Verbindungsleitbahnen 90 bis 98. Die Verbin- 
dungsleitbahn 98 ist in Figur 2 gestrichelt dargestellt, da 
die Stromquelle 68 wahrend des Tests nur dann einen Strom in 
die Ref erenzleitbahn 88 einspeist, wenn die Ref erenzleitbahn 
8 8 ftlr einen Vergleich mit einer der Test lei tbahnen 8 0 bis 86 
herangezogen wird. 

Die Stromquellen 60 bis 68 sind auf der anderen Seite auch 
mit einer Masseleitung M verbunden, die beispielsweise unter 
Zwischenschaltung eines Widerstandes zu den anderen Enden der 
Testleitbahnen 80 bis 86 und zu dem anderen Ende der Refe- 
renzleitbahn 88 fiihrt, siehe Pfeil 100. 

Die Stromquellen 60 bis 68 sind mit Hilfe von Stromspiegeln 
realisiert, die einen uber den Anschluss 16 eingepragten 
Ref erenzstrom vervielf altigen. Aufterdem sind die Stromquellen 
60 bis 68, wie unten naher erlautert, einzeln einschaltbar 
bzw . ausschaltbar . 

Das Heizelement 70 wird uber die Anschlttsse 18 und 20 bspw. 
mit einem Wechselstrom gespeist. Ein im Heizelement 70 ent- 
haltener Widerstand hat einen maanderf ormigen Verlauf . 

Die nicht an die Stromquellen 6 0 bis 68 angeschlossenen Enden 
der Leitbahnen 80 bis 86 sind mit den Eingangen eines Multi- 
plexers 102 verbunden. Beispielsweise hat der Multiplexer 102 
zweihundert Eingangsleitungen 110 bis 116. Der Ausgang des 
Multiplexers 102 ist mit dem nicht invertierenden Eingang 
eines Komparators 42a verbunden, der zu den Komparatoren 42 
gehort. Der invertierende Eingang des Komparators 4 2a ist mit 
demjenigen Ende der Ref erenzleitbahn 88 verbunden, das nicht 
an der Stromquelle 68 anliegt, siehe Pfeil 120. 



35 



Die Steuereingange des Multiplexers 102 sind mit den Ausgan- 
gen einer Zahleinheit 130 verbunden. Die Zahleinheit 130 
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zahlt beispielsweise zyklisch von eins bis zweihundert, siehe 
Pfeil 132. 



Der Ausgang des Komparators 42a fiihrt zu der Auswerteschal- 
5 tung 34, siehe Verbindungsleitbahn 140. Der Ausgang der Aus- 
werteschaltung 34 ist mit dem Anschluss 26 verbunden. Die 
Auswerteschaltung 34 greift auf den Zahlerwert der Zahlein- 
heit 130 und auf die Zeitgebereinheit 86 zu, die im Ausfiih- 
rungsbeispiel durch einen weiteren Zahler realisiert wird, 
10 siehe Pfeile 150 und 152. Ein Pfeil 160 symbolisiert die 

Steuerfunktion der Auswerteschaltung 34 bezilglich der Strorn- 
quellen 60 bis 68. 



Die Zeitgebereinheit 36 und die ZShlereinheit 130 werden von 
15 einem Takt T getaktet, der am Anschluss 24 anliegt . Bei- 
spielsweise hat der Takt T eine Taktperiode von zehn Millise- 
kunden . 

Zum Test der Leitbahnen 80 bis 86 auf Zuverlassigkeit bzw. 

20 zum Ermitteln der Lebensdauer , beispielsweise hinsichtlich 

von Elektromigration, werden zum Testbeginn die Stromquellen 
60 bis 66 eingeschaltet, so dass sie jeweils einen konstanten 
Strom in die Test leitbahnen 80 bis 86 einspeisen. An das 
Heizelement 70 wird eine Wechselspannung angelegt und mit 

25 Hilfe einer Temperaturregelschaltung eine konstante Tempera- 
tur von beispielsweise zweihundert fiinfzig Grad Celsius an den 
Testleitbahnen 80 bis 86 und auch an der Ref erenzleitbahn 88 
erzeugt. Mit jedem Taktimpuls des Taktes T wird der Zahler- 
wert der Z&hlereinheit 130 um den Wert Eins erhoht. Dadurch 

30 wird nacheinander eine Spannung an den Leitbahnen 80 bis 86 
abgegriffen und mit der an der Ref erenzleitbahn 88 abgegrif- 
fenen Spannung im Komparator 42a verglichen. Um die Elektro- 
migration in der Ref erenzleitbahn 88 zu beschr^nken, wird die 
Konstant-Stromquelle 68 zwischen den einzelnen Vergleichen 

35 wieder abgeschaltet . 



WO 2004/031787 PCT/DE2003/003129 

12 

Sobald am Ausgang des Komparators 42a bzw. auf der Verbin- 
dungsleitung 14 0 ein Spannungs signal auftritt, das einen 
gleichen Spannungswert an beiden EingSngen des Komparators 
42a bzw. einem grofteren Spannungswert an dem nicht invertie- 
5 renden Eingang des Komparators 42a signalisiert , liest die 
Auswerteschaltung 34 den Zahlerstand in der ZShlereinheit 
130. Dieser Zahlerstand gibt diejenige Testleitbahn 80 bis 86 
an, an der gerade eine Spannung abgegriffen wird. Der gelese- 
ne zahlerstand wird in einer nicht dargestellten Speicherein- 

10 heit der Auswerteschaltung vermerkt oder gibt dient zum Er- 

mitteln eines Speicherplatzes zum Speichern eines Ergebnisda- 
tums. Auiierdem greift die Auswerteschaltung 34 auf den Zah- 
lerwert der Zeitgeberschaltung 36 zu. Der Wert wird gelesen 
und gemeinsam mit dem Z&hlerwert der Zahlereinheit 130 in der 

15 Speichereinheit oder an dem ermittelten Speicherplatz gespei- 
chert. Der Zahlerwert der Zeitgebereinheit 36 gibt den Erfas- 
sungszeitpunkt an, zu dem die Spannung an der betreffenden 
Leitbahn 80 bis 86 abgegriffen worden ist. Alternativ lasst 
sich mit Hilfe des Zahlerwertes der Zeitgebereinheit 36 der 

20 Erf assungszeitpunkt ermitteln. 

Aufterdem veranlasst die Auswerteschaltung 34 bei Gleichheit 
der Spannungen am Eingang des Komparators 42a, dass diejenige 
Stromquelle 60 bis 66 abgeschaltet wird, die zu einer Leit- 
25 bahn 80 bis 8 6 fuhrt, an der gerade eine Spannung abgegriffen 
wird. Dadurch wird auch ein mehrf aches Vermerken von Z£hler- 
standen fur eine Testleitbahn 80 bis 8 6 vermieden. Beispiels- 
weise lasst sich zum Ermitteln der Leitbahn 80 bis 86 wieder- 
um der zahlerstand der zahlereinheit 130 verwenden. 

30 

Sind nacheinander alle Stromquellen 60 bis 66 abgeschaltet 
worden oder ist ein vorgegebener Wert in der Zeitgebereinheit 
36 erreicht, so gibt die Auswerteeinheit 34 einen Satz von 
Erf assungsdaten am Anschluss 26 aus . Am Anschluss 26 ist 
35 beispielsweise eine Datenverarbeitungsanlage angeschlossen, 
mit deren Hilfe die Erf assungsdaten auf einer Anzeigeeinheit 
dargestellt werden. Auch kdnnen die Daten mit Hilfe der Da- 
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tenverarbeitungsanlage fiir spatere Auswertungen gespeichert 
werden. 

Bei einem anderen Ausf uhrungsbeispiel wird an Stelle der 
Zeitgebereinheit 36 und der Zahlereinheit 130 nur ein einzi- 
ger Zahler verwendet . Die niederwertigen Stellen des Zahler- 
wertes werden zum Multiplexer 102 iiber einen Datenbus ge- 
fiihrt, siehe Pfeil 132. Auf diese Weise werden wiederum die 
zu den Leitbahnen 80 bis 86 fuhrenden Eingange des Multiple- 
xers 102 zyklisch mit dem Ausgang des Multiplexers 102 ver- 
bunden. Die Auswerteschaltung 34 braucht in diesem Fall nur 
einen Zahlerwert zu lesen. Aus diesem Zahlerwert lasst sich 
sowohl die Erf assungszeit ermitteln als auch die der Test- 
leitbahn 80 bis 86, an der zum Erf assungszeitpunkt eine Span- 
nung abgegriffen worden ist. 

Hat die Ref erenzleitbahn, wie im Ausfuhrungsbeispiel erlau- 
tert, eine Lange, die zwanzig Prozent grower ist, als die 
Lange der Testleitbahnen 80 bis 86, so ist auch der Ohmsche 
Widerstand der Ref erenzleitbahn 88 urn zwanzig Prozent grofter 
als der Ohmsche Widerstand einer Leitbahn 80 bis 86. Das 
durch die Ref erenzleitbahn 88 vorgegebene Ausf allkriterium 
besteht darin, dass der Test einer Testleitbahn 8 0 bis 86 
abgebrochen wird, wenn sich der Widerstand einer Testleitbahn 
80 bis 86 urn zwanzig Prozent erhoht hat. Mit anderen Worten 
heiBt das, dass die Anderung dR des Widerstandes R einer 
Leitbahn 80 zwanzig Prozent des urspriinglichen Widerstandes R 
zum Anfang des Testes betragt, d.h. dR/R = 20 %. Auf analoge 
Art lassen sich andere Werte far das Ausf allkriterium oder 
auch andere Ausf allkriterien vorgeben. 
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Pat entanspr ache 



1. Integrierte Test -Schaltungsanordnung (10), 



5 mit integrierten Teststrukturen (80 bis 86) , 



und mit mindestens einem der folgenden Element e oder Einhei- 



ten: 



10 mindestens einem integrierten Heizelement (70) 

und/oder einer integrierten Erf assungseinheit (102, 42), die 
fttr die Teststrukturen (80 bis 86) jeweils mindestens eine 
physikalische Eigenschaft erfasst, 

15 

und/oder mit einer integrierten Versorgungseinheit , die die 
Teststrukturen unabhangig voneinander schaltbar jeweils mit 
einem Strom oder einer Spannung versorgt. 

20 2. Schaltungsanordnung (10) nach Anspruch 1, geken n- 
zeichnet durch mehr als funfzig oder mehr als 

einhundert oder mehr als eintausend Teststrukturen. 

3. Schaltungsanordnung (10) nach Anspruch 1 oder 2, da- 
25 durch geken n zeichnet , dass Teststrukturen (80 

bis 86) einer Gruppe (Tl) den gleichen Aufbau untereinander 
haben , 

und/oder dass die Teststrukturen (80 bis 86) einer Gmppe 
3 0 Leitbahnen sind oder enthalten, die vorzugsweise ein Metall 
enthalten oder aus Metall bestehen und/oder die uber ein Via 
oder ein Kontaktloch in eine andere Metall is ierungslage ge- 
ftthrt werden, 



35 und/oder dass die Teststrukturen einer Gruppe (T2) Dielektri- 
ka sind oder enthalten, 
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und/oder dass die Teststrukturen einer Gruppe (T3) aktive 
oder passive elektronische Bauelemente sind oder enthalten, 
insbesondere Transistoren, Kondensatoren, Widerstande oder 
Spulen, 

und/oder dass die Teststrukturen verschiedener Gruppen in der 
Schaltungsanordnung (10) integriert sind, vorzugsweise raum- 
lich, insbesondere in verschiedenen Ebenen parallel zu der 
Ebene eines Tragersubstrates fur die Teststrukturen (Tl bis 
T5) , 

und/oder dass eine Gruppe (Tl bis T5) mehr als fiinfzig oder 
mehr als einhundert oder mehr als eintausend Teststrukturen 
enthait . 

4. Schaltungsanordnung (10) nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, gekennzeichnet durch eine Versor- 
gungseinheit (40, 40a) , die die Teststrukturen (80 bis 86) 
vorzugsweise unabh&ngig voneinander schaltbar jeweils mit 
einem Strom oder einer Spannung speist, 

und/oder wobei die Versorgungseinheit eine Vielzahl von in- 
tegrierten Stromquellen (60 bis 68) und/oder eine Vielzahl 
von integrierten Spannungsquellen enthalt, 

und/oder wobei die Stromquellen (60 bis 68) mehrere Strom- 
spiegel enthalten, die jeweils ein Vielf aches oder einen 
Bruchteil eines Ref erenzstromes oder einen Strom mit der 
Gr5fce des Ref erenzstromes erzeugen. 

5. Schaltungsanordnung (10) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch geken n zeichnet , dass das 
Heizelement (70) ein Widerstandsheizelement enthalt, das 
vorzugsweise einkristallines Silizium oder polykristallines 
Silizium enthalt oder aus einkristallinem Silizium oder aus 
polykristallinem Silizium besteht oder das ein Metall enthalt 
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Oder aus einem Metall besteht, wobei das Silizium vorzugswei- 
se dotiert ist, 

und/oder dass das Heizelement (70) einen geraden Verlauf , 
5 einen Maanderverlauf , einen Dreieckf unktionsverlauf Oder 
einen Rechteckf unktionsverlauf hat. 

6. Schaltungsanordnung (10) nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, gekennzeichnet durch , mindestens 

10 eine Ref erenzstruktur (88) , deren Aufbau und/oder deren Ab- 
messungen sich von dem Aufbau und/oder den Abmessungen einer 
Teststruktur (80 bis 86) unterscheidet . 

7. Schaltungsanordnung (10) nach einem der vorhergehenden 
15 Anspriiche, dadurch geken n zeichnet , dass die 

Erf assungseinheit mit den Teststrukturen (80 bis 86) verbun- 
den ist oder verbindbar ist, 

und/oder dass die Erf assungseinheit mindestens eine Zahler- 
20 einheit (36) enthait, die gemSJi einem vorgegebenen Takt (T) 
getaktet wird. 

8. Schaltungsanordnung (10) nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch geken n zeichnet , dass die 

25 Erf assungseinheit mindestens eine Multiplexereinheit (102) 
enth&lt, deren Eingange mit jeweils einer Teststruktur (80 
bis 86) elektrisch verbunden sind, 

und/oder dass der Ausgang der Multiplexereinheit (102) mit 
3 0 dem Eingang einer Vergleichs einheit (42a) verbunden ist, 

deren anderer Eingang mit einer Ref erenzstruktur (88) elekt- 
risch verbunden ist, wobei die Ref erenzstruktur (8 8) einen 
anderen Aufbau und/oder andere Abmessungen als eine Test- 
struktur (80 bis 86) hat. 



35 



9. Schaltungsanordnung (10) nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, gekennzeichnet durch eine eingangs- 



10 
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seitig mit den Ausg^ngen der Erf assungseinheit verbundene 
Steuereinheit (34) , die Erf assungsergebnisse ausgibt und/oder 
die abhangig von den Erf assungsergebnissen die Versorgungs- 
einheit steuert und/oder die ein Datum zum Feststellen des 
Erfassungszeitpunktes ausgibt und/oder die ein Datum zum 
Kennzeichnen einer Teststruktur ausgibt . 

10. Schaltungsanordnung (10) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, g e kennzeichnet durch ein Substrat, 



wobei die Teststrukturen (Tl bis T5) und/oder das Heizelement 
(70) und/oder die Versorgungseinheit (4 0) und/oder die Erf as- 
sungseinheit (42) und/oder die Steuereinheit (34) jeweils im 
Substrat und/oder mechanisch fest am Substrat angeordnet 
15 sind. 

11. Schaltungsanordnung (10) nach einem der vorhergehenden 
Ansprtiche, dadurch geken n zeichnet , dass die 
Schaltungsanordnung (10) elektronische Bauelemente enthait, 

20 die zu einer Anwenderschaltung gehoren, insbesondere zu einer 
Speichereinheit und/oder zu einem Prozessor. 

12. Schaltungsanordnung (10) nach einem der vorhergehenden . 
Anspruche, dadurch geken n ze ichnet , dass die 

25 Schaltungsanordnung (10) in einem Plastikgeh&use oder in 
einem Keramikgehause eingekapselt ist. 

13. Verfahren zum Testen von Teststrukturen (80 bis 86), 
insbesondere mit einer Schaltungsanordnung (10) nach einem 

30 der vorhergehenden Ansprttche, 

mit den ohne Beschr^nkung durch die angegebene Reihenfolge 
ausgef iihrten Schritten: 



35 Integrieren von Teststrukturen (80 bis 86) in eine integrier- 
te Schaltungsanordnung (10) , 
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Integrieren einer Erf assungseinheit (102, 42), die ftir die 
Teststruktur mindestens eine physikalische Eigenschaft er- 
fasst, und/oder Integrieren zumindest eines Teils einer Ver- 
sorgungseinheit (60 bis 68) in die integrierte Schaltungsan- 
ordnung (10) , 

Verbinden der Teststrukturen (80 bis 86) mit der Versorgungs- 
einheit (60 bis 68) oder mit einer Versorgungseinheit , 

Erfassen jeweils einer physikalischen Eigenschaft der Test- 
strukturen (80 bis 86) mit der Erf assungseinheit (102, 42) 
oder mit einer Erf assungseinheit . 

14. Verfahren nach Anspruch 13, geken n zeichnet 
durch die Schritte: 

Integrieren mindestens eines Heizelementes (70) in die integ- 
rierte Schaltungsanordnung (10) , 

Erwarmen oder Erhitzen der Teststrukturen (80 bis 86) mit 
Hilfe des Heizelementes (70) , 

und/oder wobei die Versorgungseinheit (60 bis 68) beim Erwar- 
men oder beim Erhitzen mit der Teststruktur verbunden ist. 

15. Verfahren zum Testen von Teststrukturen (80 bis 86), 
insbesondere mit einer Schaltungsanordnung (10) nach einem 
der vorhergehenden Anspriiche, 

mit den ohne Beschrankung durch die angegebene Reihenfolge 
ausgef uhrten Schritten : 

Integrieren von Teststrukturen (80 bis 86) in eine integrier- 
te Schaltungsanordnung (10) , 

Integrieren mindestens eines Heizelementes (70) in die integ- 
rierte Schaltungsanordnung (10) , 
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ErwSrmen oder Erhitzen der Teststrukturen (80 bis 86) mit 
Hilfe des Heizelementes (70) , 

5 Verbinden der Teststrukturen (80 bis 86) mit mindestens einer 
Versorgungseinheit (60 bis 68) , 

Erfassen jeweils einer physikalischen Eigenschaft der Test- 
strukturen (80 bis 86) . 

10 

16. Verfahren nach einem der Anspruche 13 bis 15, d a- 
durch gekennzeichnet , dass die physikalische 

Eigenschaft die Zuverlassigkeit betrifft. 

15 17. Verfahren nach einem der Anspruche 13 bis 16, g e- 
kennzeic h net durch die Schritte : 

Integrieren mindestens einer Ref erenzstruktur (88) , deren 
Aufbau und/oder deren Abmessungen sich von dem Aufbau 
20 und/oder den Abmessungen einer Teststruktur (80 bis 86) un- 
terscheidet , 

Erfassen einer physikalischen Ref erenzeigenschaf t an der 
Ref erenzstruktur (88) , 

25 

Vergleich der physikalischen Eigenschaft einer Teststruktur 
(80 bis 86) mit der Ref erenzeigenschaf t oder Vergleich einer 
aus einer physikalischen Eigenschaft erzeugten Grofte und 
einer aus der Ref erenzeigenschaf t erzeugten Grofte, 

30 

und/oder Festhalten eines Zeitpunktes, zu dem sich das Ver- 
gleichsergebnis andert. 



35 



18. Verfahren nach einem der Anspriiche 13 bis 17 , d a- 
durch geken n zeichnet , dass vorzugsweise die 

gleichen die physikalischen Eigenschaf ten verschiedener Test- 
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strukturen (80 bis 86) nacheinander mit einer Ref erenzeigen- 
schaft verglichen werden. 

19. Verfahren nach einem der Anspruche 13 bis 18 , d a- 

5 durch geken n zeichnet , dass das Heizelement (70) 

mit einem Wechselstrom und/oder einem Gleichstrom gespeist 
wird, 

und/oder dass das Heizelement (70) auf Temperaturen grofcer 
10 als zweihundert Grad Celsius oder grofter als dreihundert Grad 
Celsius erhitzt wird. 

20. Verfahren nach einem der Anspruche 13 bis 19, d a- 
durch geken n zeichnet , dass in die integrierte 

15 Schaltungsanordnung (10) eine Ausgabeschaltung (34) integ- 

riert wird, die fur die Teststrukturen (80 bis 86) mindestens 
einen Satz von Erf assungsdaten ausgibt . 

21. Verfahren nach einem der AnsprUche 13 bis 20, d a- 

20 durch gekennzeichnet , dass es mit einer unge- 

kapselten integrierten Schaltungsanordnung (10) , insbesondere 
mit einer noch nicht in ein Gehause eingebauten integrierten 
Schaltungsanordnung (10) , und/oder mit einer noch auf einer 
Halbleiterscheibe angeordneten integrierten Schaltungsanord- 

25 nung (10) ausgefiihrt wird, wobei die Halbleiterscheibe vor- 
zugsweise eine Vielzahl anderer integrierte Schaltungsanord- 
nungen tragt, 

und/oder dass das Verfahren zum Oberwachen der laufenden 
30 Produktion ausgefiihrt wird. 

22. Verfahren nach einem der Anspruche 13 bis 21, ge- 
kennzeichnet durch den Schritt : 

35 Integrieren zumindest eines Teils der Versorgungseinheit (60 
bis 68) in die integrierte Schaltungsanordnung (10) , wobei 
dieser Teil mindestens ein aktives Bauelement enthalt, vor- 
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zugsweise einen Transistor. 
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Continuation of 1.2 

The subject matter defined in independent claim 1 - the use of technical 
features that represent very general features in the field of test circuit 
arrangements (heating element, detection unit, power supply unit) and as 
such are well known to a person skilled in the art in conjunction with test 
circuit arrangements, as well as possible permutations of these features — is 
so broadly formulated as to make it impossible to conduct a meaningful 
search. 

The above also applies to dependent claims 2 to 12 and to the related method 
claims 13 to 22, the claims thus failing to make clear what it is that 
constitutes the invention. 

The present application therefore runs counter to PCT Article 6 and PCT 
Rule 6 to such an extent that a meaningful search does not appear possible. 

With the aid of the description (see page 2, lines 14 to 29) the subject matter 
becomes clearer and consists rather in a combination of features of claims 1 
and 5, which include the essential technical features of the invention: 

integrated test circuit arrangement with integrated test structures and at least 
one integrated heating element, the heating element containing a resistance 
heating element that contains monocrystalline or polycrystalline silicon or a 
metal, the heating element also having a linear course, a meander course, a 
triangular function course or a rectangular function course. 

All the apparatus claims were searched only insofar as they can be subsumed 
under this subject matter. The method claims were searched only insofar as 
they pertain to the use of such apparatus. 

Hie applicant is advised that claims or parts of claims relating to inventions 
in respect of which no international search report has been established 
normally cannot be the subject of an international preliminary examination 
(PCT Rule 66.1(e)). In its capacity as International Preliminary Examining 
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International application No. 
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Authority the EPO generally will not carry out a preliminary examination for 
subjects that have not been searched. This also applies to cases where the 
claims were amended after receipt of the international search report (PCT 
Article 19) or where the applicant submits new claims in the course of the 
procedure under PCT Chapter n. 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



I ntematl on^y A kte nzelc hen 
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A. KLASSIFTZ1ERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 G01R31/26 G01R31/316 H01L21/66 



Nach der Internallonaten Patentklassifikatj on (IPK) Oder nach der nationaten Klassifl Ration und der IPK 



B, RECHERCHIERTE GEB1ETE 



RecnenchJerter M/ndestprflfetoff (KlassJfOcatlonssystem und Klassffikationssymbofe ) 

IPK 7 G01R H01L 



Recherchiarte aber nicht zum Mindestprufstoff gehorende Veroffenttjchungen, soweit dlase unter die recherchierten Gebiele fallen 



Wahrend der Intemationalen Recherche konsultlerte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegrfffe) 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UMTERLAGEN 



Kalegorle 0 Bezeichnung der VerCffenUIchung, soweB erfordertlch unter Angabe der In Betracht kommenden Telle 



Betr. Anspruch Nr. 



US 6 060 895 A (KUO MAX C ET AL) 
9. Ma1 2000 (2000-05-09) 
Zusammenfassung; Abblldung 1 
Spalte 4, Zelle 12 - Zelle 65 

US 6 157 046 A (GONZALEZ FERNANDO ET AL) 
5. Dezember 2000 (2000-12-05) 
Spalte 5, Zelle 53 -Spalte 9, Zelle 63; 
Abblldung 3 

US 5 898 706 A (DUFRESNE ROGER AIME ET 
AL) 27. April 1999 (1999-04-27) 
Zusammenfassung 

Spalte 3, Zelle 46 -Spalte 6, Zelle 22 

-/- 



1-7,9-21 



1-7, 
10-21 



1-22 



LU 



Y I Weftere VeroffentJIchungen slnd der Fortsetzung von Feld C zu 
1 entnehmen 
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Slehe Anhang PatentfamQIe 



• Besondere Kategorten von angegebenen Ver6ffenti1chungen 
•A" Ver6ffenlUchung, die den allgemelnen Stand derTechnlkdeflnlert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen 1st 

*E" aiteres Dokument, das Jedoch erst am oder nach dem internatlonaten 
Anmelde datum veroff errtlicht worden 1st 

'L' Verdffentllchung, die geelgnet 1st. elnen Prioritatsanspruch zweifelhatt er- 
schelnen zu lassen, oder durch die das VerBffentfichungsdatum etner 
anderen Im Recherchenberichl genannten Ver5ffentDchung belegt werden 
soli oder die aus elnem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefflhrt) 

"O" Veroffentiichung, die sich auf eine mQndlfche Oftenbarung, 

eine Benutzung, eine AussteUung Oder ancle re Mafinahmen bezieht 

•P* Veroffentiichung, die vor dem intemationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspnichten Prioritatsdatum verSffentlfcht worden bt 



■T* Spatere Veroffentiichung, die nach dem intemationalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdatum verfiffentBcht worden ist und mil der 
Anmeldung nicht koindiert, sondem nur zum Verstandnls des der 
Erflndung zugrundeltegenden Prinzlps oder der ihr zugrundeflegenden 
Theorie angegeben Isf 

•X* Verdffentilchung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erflndung 
kann aBein a uf grund dteser Verdffentilchung nicht als neu oder auf 
erflnderischer Tatlgkeit beruhend betracht et werden 

a Y" VerSffentDchung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erflndung 
kann nicht als auf erflnderischer Tatlgkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentiichung mtt etner oder mehreren anderen 
Veroffentllchungen dleser Kalegorle in Verblndung gebracht wlrd und 
diese Verblndung fflr elnen Fachmann nahellegend 1st 
Veroffentnchung, die MBgDed dersetben PatentfamiSe Ist 
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C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANQESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie 8 Bezeichnung der VerfiffentDchung, soweft erforderiteh unter Angabe der In Betracht kommenden Telle 



tr. Anspruch Nr. 



DE 196 12 441 A (SIEMENS AG) 
2. Oktober 1997 (1997-10-02) 
Zusammenfassung 
Abblldung 2 



1,13,15 



Foimbtetl PCT/1SA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Jul 1092) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



"Tntema^ales Aktenzelchen 
PCT/DE 03/03129 



Feld I Bemerkungen zu den Anspnuchen, die sich aJs nlcht recherchlerbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1) 



GemftB Artike! 17(2)a) wurde aus folgenden GrOnden fQr bestimmte Ansprflche keln Recherchenberlcht erstellt: 
1. J""! AnaprOcheNr. 

well e)e slch auf Gegenstande bezlehen, zu deren Recherche die Behflrde nicht verpflfchtet let, namDch 



2. [][] Ansprflche Nr. 

well sle sich auf Telle der Intemationalen Anmeldung bezlehen, die den vorgeschrtebenen Anfordeaingen so wenig entsprechen, 
daB eine slnnvolle Internationale Recherche nlcht durchgefflhrt werden kann, namlich 

siehe Zusatzblatt WEITERE ANGABEN PCT/ISA/210 



3. ["J Ansprflche Nr. 

well es slch dabel um abhangige Anspruche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaBt sind. 



. Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheltlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1) 



Die Internationale Recherchenbehorde hat festgestellt, daB dtese Internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthalt 



1 . Da der Anmelder alle erforderllchen zusatzlichen RecherchengebOhren rechtzeitlg entrichtet hat, erstreckt sich dieser 
' — ' internatlonale Recherchenberlcht auf aDe recherchlerbaren AnsprQche. 



□ Da fOr alle recherchierbaran Ansprflche die Recherche ohne einen Arbeltsautwand durchgefflhrt werden konnte, der eine 
zusatzilche RecherchengebQhr gerechtfertlgt hatte, hat die Beridrde nlcht zur Zahlung einer solchen GebQhr aufgefordert. 



3. f I Da der Anmelder nur einige der erforderllchen zusatzlichen RecherchengebOhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser 
1 — 1 Internationale Recherchenberlcht nur auf die Ansprflche, fur die GebQhren entrichtet worden sind, namlich auf die 
AnsprQche Nr. 



4. | | Der Anmelder hat die erforderllchen zusatzlichen RecherchengebOhren nlcht rechtzeitlg entrichtet Der Internationale Recher- 
chenberlcht beschrankt slch darter auf die in den AnsprQchen zuerst erwahnte Erfindung; cfiese 1st In folgenden Anspruchen er- 
fafit 



Bemerkungen hlnelchtlich eines Wlderspruchs jQj Die zusatzlichen GebGhren wurden vom Anmelder unter Wlderspruch gezahlt 

[ | Die Zahlung zueatzlicher RecherchengebOhren erfolgte ohne Wlderspruch. 



Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 1 (DMJuH 1988) 



» 



Internationales AktenzeichenPCTyDE 03 X)3129 



WEITERE AN GAB EN 
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Fortsetzung von Feld 1.2 



Der im unabhangigen Anspruch 1 definierte Gegenstand ist durch die 
Verwendung von technlschen Merkmalen, die sehr allgemeine Merkmale im 
Gebiet von Test-Schaltungsanordnungen darstellen (Heizelement , 
Erfassungseinheit, Versorgungseinheit) und als solche dem Fachmann im 
Zusammenhang mit Test-Schaltungsanordnungen bekannt sind einerseits, und 
durch die moglichen Permutatlonen dieser Merkmale andererseits, in einem 
solchen MaBe zu weitlaufig gefaBt, als da8 er etne sinnvolle Recherche 
ermoglicht . 

Das oben Gesagte trifft auch auf die Unteranspruche 2 bis 12, sowle auf 
die zugehorigen Verfahrensanspruche 13 bis 22 zu, so daB aus den 
Anspruchen nlcht erkennbar 1st, worin die Erflndung liegen konnte. 

Die vorllegende Anmeldung verstoBt daher gegen Art. 6 PCT und Regel 6 PCT 
1n einem solchen AusmaB, daB eine sinnvolle Recherche nlcht mogllch 
erschelnt. 

Unter Zuhllfenahme der Beschrelbung (s. Selte 2, Zellen 14 bis 29) wird 
der Gegenstand klarer und besteht eher in einer (Combination von Merkmalen 
der AnsprOche 1 und 5, die die wesentHchen technlschen Merkmale der 
Erflndung belnhalten: 

Integrlerte Test-Schaltungsanordnung mit 1ntegr1erten Teststrukturen und 
mlndestens einem 1ntegr1erten Heizelement, wobel das Heizelement ein 
Wider st andshelzelement enthalt, das elnkrlstal lines Oder polykri stall 1nes 
Sllizium oder e1n Metal 1 enthalt und wobel das Heizelement einen geraden 
Verlauf, einen Maanderverlauf , einen Dreteckfunktlonsverlauf oder einen 
Rechteckfunktlonsverlauf hat. 

Alle VorrlchtungsansprQche wurden nur insowelt recherchlert, als sie sich 
unter dlesen Gegenstand unterordnen lassen. Die Verfahrensanspruche 
wurden nur Insowelt recherchlert, als sie die Verwendung einer derartlgen 
Vorrlchtung betreffen. 

Der Anmelder wird darauf hlngewlesen, daB PatentansprQche, oder Teile von 
Patent anspruchen, auf Erflndungen, fur die ke1n 1nternat1onaler 
Recherchenbericht erstellt wurde, normalerwelse nlcht Gegenstand einer 
international vorlauflgen PrQfung sein konnen (Regel 66.1(e) PCT). In 
seiner Eigenschaft als m1t der international en vorlaufigen Prufung 
beauftragte Behorde wird das EPA also in der Regel keine vorlaufige 
PrOfung fQr Gegenstande durchfuhren, zu denen keine Recherche vorllegt. 
Dies gilt auch fur den Fall, daB die PatentansprQche nach Erhalt des 
international en Recherchenberichtes geandert wurden (Art. 19 PCT), oder 
fur den Fall, daB der Anmelder im Zuge des Verfahrens gemaB Kapitel II 
PCT neue PatentansprQche vorlegt. 
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